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[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR EXAMINING WORKPIECES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR PRUFUNG VON WERKSTUCKEN

(57) Abstract: The invention relates to a device for examining workpieces (6), in particular, circuit cards, comprising an exami-
nation tool, which is clamped to the measuring head (2), which can be displaced in relation to the workpiece (6) on a workpiece
plane, and also comprising an optical observation device which is used to control the measuring head (2). The optical observation
device is embodied as a camera (5), which is mounted on the measuring head (2) and which comprises an optical axis (5a), such that
a simple, rapid and reliable measurement can be carried out. Said axis is essentially perpendicular to the workpiece plane (6a), and
a calibration device is provided in order to determine the mechanical offset (d) which is the distance of the tool (3) from the optical
axis (5a) of the camera (5). The invention also relates to a method which can be carried out using the above-mentioned device.
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Recherchenberichts: 21. Juni 2007

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Priifung von Werkstiicken (6), insbesondere von Schaltpla-
tinen mit einem Priifwerkzeug, das in einem Messkopf (2) eingespannt ist, der relativ zum Werkstiick (6) in einer Werkstiickebene
bewegbar ist, und mit einer optischen Beobachtungseinrichtung zur Steuerung des Messkopfes (2). Eine einfache, schnelle und
zuverldssige Messung wird dadurch erreicht, dass die optische Beobachtungseinrichtung als Kamera (5) ausgebildet ist, die am
Messkopf (2) angebracht ist und die eine optische Achse (5a) aufweist, die im Wesentlichen senkrecht auf die Werkstiickebene (6a)
ist, und dass eine Kalibrierungseinrichtung vorgesehen ist, um den mechanischen Offset (d), das ist der Abstand des Werkzeuges
(3) von der optischen Achse (5a) der Kamera (5), zu bestimmen. Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren, das mit der obigen
Vorrichtung durchgefiihrt werden kann.



